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Sehr geehrte

Damen und Herren,

Das Frühjahr und
der Sommer waren
sehr heiß für die
FRT. Es gab zahl-
reiche Aufgaben zu

erledigen: der Umzug der Firma, das
neue Logo, neue Prospekte und ein
neuer Internetauftritt. Nicht zu verges-
sen natürlich die Einarbeitung zahlrei-
cher neuer Mitarbeiter und die vielen
Neuentwicklungen, die unsere Geräte
für Sie noch effektiver machen.

Genau hier möchte ich Ihnen allen
Danken. Dafür, dass Sie uns so zahl-
reich besucht haben und dafür gesorgt
haben, dass wir auch bis ins dritte
Quartal nicht zur Ruhe kommen.
Machen Sie weiter so, die nächste
Messesaison steht an. Auf zur Herbst-
rallye! 

Dr. Thomas Fries

FRT – das Maß für Präzision

Ein sicheres Indiz für kunden-
orientiertes Handeln:
Die neue Homepage ist im Netz!
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HEADLINE
Fries Research & Technology
R a u h e i t  K o n t u r  T o p o g r a p h i e

Wer die FRT kennt, weiß, dass sich

dort Tag und Nacht alles um die

Problemlösung unserer Kunden dreht. 

So sind auch etliche Tage und Nächte
darüber vergangen, bis der neue
Internetauftritt der FRT GmbH optimiert
war.

Sie können sich jetzt online über 
alle Geschäftsbereiche, Messgeräte 
und Dienstleistungen informieren. Die
aktuellen Prospekte können Sie anfor-
dern oder einfach direkt downloaden.
Aktualisieren Sie als registrierter
Benutzer ihre Software. Oder bewerben
Sie sich doch ganz einfach via Internet
bei FRT. Alles ist möglich.

www.frt-gmbh.com

www.frt-suisse.ch

Besonderes Augenmerk haben wir dar-
auf gerichtet, dass Sie sich zielstrebig
zu den Seiten, die Sie besonders inter-
essieren, durchklicken können. Und
auch ganz einfach zurück.

Mittlerweile haben wir auch das erste
Feedback von unseren Kunden. Einer-
seits findet die klare Struktur sehr viel
Anklang, doch auch das neue Layout
und der außerordentlich hohe Informa-
tionswert der Seiten sorgen für eine
durchgehend positive Resonanz.

Besuchen Sie doch einfach wieder ein-
mal unsere Seiten. Wir hören gerne Lob,
aber besser werden können wir nur,
wenn Sie uns auch ganz offen sagen,
was Ihnen nicht so gut gefällt. Also,
schreiben Sie uns E-Mails oder Faxe,
rufen Sie uns an  – wir freuen uns auf
Ihre Kritik.
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Wir testen die Härte Ihrer Produkte

auf kleinsten Bereichen oder an dünn-

sten Schichten.

Wo die klassischen Härteprüfverfahren
an ihre Grenzen stoßen, fangen wir 
erst an. Durch die Kombination eines
Hysitron TriboScopeTM mit einem Raster-
kraftmikroskop (AFM) können wir Härte-
messungen mit hoher Ortsauflösung
(im Sub-Mikrometerbereich) und mit
hoher Kraftauflösung (100 nN) anbie-
ten.

Die Oberfläche Ihrer Bauteile bzw.
Materialien wird zunächst wie bei der
konventionellen Rasterkraftmikrosko-
pie hochgenau abgebildet. Dies ermög-
licht einerseits eine Charakterisierung
der Oberflächenstrukturen, anderer-
seits eine genaue Auswahl der Bereiche
für die Härteprüfung. Anschließend wer-
den in den gewünschten Bereichen
Härteeindrücke in-situ durchgeführt
und quantitativ ausgewertet. 

1. Beispiel: Ni/P-Schichten für Kontakt-

linsenmatrizen

Bei Kontaktlinsenmatrizen werden sehr
hohe Anforderungen an die Oberflächen-
beschaffenheit gestellt.

So wird insbesondere eine gute, 
präzise Verarbeitbarkeit des Materials
in Kombination mit einer hohen Härte
gewünscht. Dies sollen dünne Ni/P-
Schichten auf den Bauteilen gewähr-
leisten. 

Mit dem Hysitron TriboScopeTM wurden
zur Prozessoptimierung vergleichend
Härtemessungen an galvanisch und
außenstromlos erzeugten Ni/P-Schichten
mit einer Dicke von ca. 10 µm durchge-
führt.

Im Durchschnitt weisen außenstrom-
los abgeschiedene Ni/P-Schichten im
Vergleich zu galvanischen Ni/P-Schichten
eine um ca. 10% höhere Härte und ein
um ca. 15% höheres E-Modul auf.

Neues aus 
unserem Bereich 
Dienstleistung

Stempel für Kontaktlinsen

Eindruck in galvanisch Ni/P (2000 µN)
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2. Beispiel: Mikrostrukturierte dünne

Schichten 

Dünne Schichten, die eine hohe Ver-
schleißfestigkeit mit einer möglichst
geringen Reibung aufweisen sollen,
haben zum Teil fein strukturierte Ober-
flächen ( beispielsweise in Form von
Mikroperlen mit Durchmessern von
wenigen Mikrometern).

An solchen Schichten können wir ge-
zielt Eindrücke innerhalb einzelner
Mikroperlen durchführen. So ist es auch
bei dieser komplexen Oberflächento-
pographie möglich, die Härte der
Beschichtung lokal hoch aufgelöst und
unabhängig vom Substrat zu bestimmen.

FRT – das Maß für Präzision

AFM-Aufnahme einer Beschichtung mit 
Mikro-Perlstruktur

100

50

0

0 50 100
µm

µm

1.5 µm

0 µm

Eindruck in einer einzelnen Mikroperle

5.0

2.5

0.0

0.0 2.5 5.0

0 µm

0.80 µm

µm

µm

RZ_FRT_Headline_09_2001.xp5  04.10.2001  14:47 Uhr  Seite 2



Brückenschlag zum Nanobereich

Kombiniert: Vermessung im Mikro- und Millimeterbereich 

mit der Untersuchung im Nano- und Subnanometerbereich

Bergisch Gladbach, August 2001. 

Bei der industriellen Eroberung nanos-
kaliger Dimensionen stößt die Fries
Research & Technology GmbH (FRT), 
ein Oberflächenspezialist aus dem
Rheinland, zur internationalen Avant-
garde der noch jungen Disziplin vor. Das
Sprungbrett der in den klassischen
Branchen bereits etablierten System-
schmiede aus Bergisch Gladbach bei
Köln: das Messgerät MicroGlider ®, das
jetzt optional mit einem Rasterkraft-
mikroskop angeboten wird. Damit kom-
biniert die FRT die zerstörungsfreie und
quantitative Vermessung im Mikro- und
Millimeterbereich mit der Untersuchung
im Nano- und Subnanometerbereich.

Nanotechnologie – der Markt

Definiertes Ziel der Nano-Industrie: 
die langfristig belastbare Optimierung
von Produkteigenschaften im Bereich
Energietechnik (Brennstoffzelle, Batte-
rien, Solarzellen), Umwelttechnik (Materi-
alkreisläufe, Entsorgung, Reinigung)
sowie in der Informationstechnik (hoch-
dichte Speicher, leistungsfähige Pro-
zessoren), jedoch auch im Segment
Gesundheit.

Der Bogen ist gespannt

Um die Brücke von Milli- und Mikro-
meter zur Nano- und Subnanotech-
nologie zu schlagen, kann das Ober-
flächenmessgerät MicroGlider ® der
FRT GmbH nun optional mit einem
Rasterkraftmikroskop (AFM) bestückt
werden. Das AFM ist parallel zum nor-
malen optischen Topographiesensor an
das Gerät angebaut. Bei Bedarf wird in
der vorliegenden Übersichtsmessung
einfach eine Stelle ausgewählt, die den
Messbereich des AFM bestimmt. Dieses
ist in der Lage, Oberflächenstrukturen
bis in den atomaren Bereich zu untersu-
chen. Umgekehrt kann jede hochaufge-
löste AFM-Messung automatisch in den
Messbereich des optischen Topogra-
phiesensors gebracht werden, um grö-
ßere Profile oder Flächen zu untersu-
chen. Der MicroGlider ® ermöglicht so
die Kombination der Messbereiche von
bis zu 100 mm, 350 mm oder 600 mm in
der Ebene mit Auflösungen bis in den
sub-nm-Bereich in einem Gerät.

Nanotechnologie – 
die Aussichten

FRT-Geschäftsführer Dr. Thomas Fries
prognostiziert ein rasantes Wachstum
im gesamten Segment Nanotechnologie:
„Die Mikrostrukturtechnik ist bereits
heute ein Milliardenmarkt, für das Jahr
2002 gehen wir über die Branchen
gerechnet von einem Marktvolumen
von rund 40 Milliarden Euro aus. Bei der
Nanotechnologie dürfte auf Grund des
schnellen Wachstums schon im nächs-
ten Jahr die 50-Millionen-Euro-Marke
gesprengt werden. Zumal der Nano-
metermaßstab in absehbarer Zeit der

Präzisionsstandard für die Material-
analyse und -prüfung werde, darauf
aufbauend dann auch die Material-
bearbeitung.”

Analytik im Nanokosmos

Der Analytik komme, so Fries, eine zen-
trale Rolle im Nanokosmos zu. Hier
wiederum gehe der Trend zu Systemen,
bei denen das zu untersuchende 
Objekt nahezu unter allen Umgebungs-
bedingungen abgebildet, vermessen
und analysiert werden kann. „Diese
Vorgehensweise“, so Fries, „ist be-
sonders vorteilhaft für Kunststoffe,
Textilien, Keramiken und Lacke.“ Den
markantesten Wachstumsbereich in der
Analytik stellten dabei Rastersonden-
systeme wie z.B. der MicroGlider ® dar.
Bestärkt sieht sich Fries von berufener
Stelle: Laut Bundesforschungsminis-
terium weisen allein diese bereits ein
„betroffenes Weltmarktvolumen von
700 Millionen DM“ auf, das im Jahre
2001 „bereits 4,8 Milliarden DM“ betra-
gen soll.

FRT – das Maß für Präzision

3D-Darstellung einer Duralloy Matt 
DSV-Beschichtung
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3D- Darstellung eines Stampers für MO-Discs
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Es begann in einer kleinen Stadt
im Bergischen Land: 
FRT wird zum Globalplayer

FRT organisiert
NanoScale 2001

16.07. – 18.07.2001

SEMICON West 2001, San Francisco

10.10. – 11.10.2001

Greater Phoenix Electronics Show, 
Phoenix

25.10. – 01.11.2001

K, Düsseldorf, 
Halle 12, Stand D34

30.10. – 31.10.2001

Photonics Boston, Newton

06.11. – 07.11.2001

ASM Materials Solutions Conference, 
Indianapolis

06.11. – 09.11.2001

Productronica, München
Halle A1, Stand 164

27.11. – 29.11.2001

MRS Fall Meeting, Boston
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Zusammen mit der Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt organisiert

die FRT GmbH die internationale Tagung

„NanoScale 2001“. 

Am 15. und 16. November 2001 treffen
sich Wissenschaftler und Techniker aus
Europa und Japan bei der FRT in
Bergisch Gladbach und referieren zu
den Themen quantitative Mikroskopie
und Kalibration im Nanometer-Bereich.

Nähere Infos bei

Guenter.Wilkening@ptb.de

Neuer Sensor
In den Messsystemen der FRT GmbH 

kommen verschiedene Sensoren zum

Einsatz.

Bei hoher lateraler und vertikaler
Auflösung wird meist der CHR 150 
eingesetzt, der als Punktsensor ein
Höchstmaß an Flexibilität gewährleis-
tet. Das Angebot wird jetzt durch eine
komplementäre Methode, die Streifen-
projektion, erweitert.

Für festgelegte Bildausschnitte können
mit dieser Methode die Topographie-
daten innerhalb 1 -3 Sekunden komplett
erfasst werden. Der Sensor nutzt digital
angesteuerte Mikrospiegel zur Projek-
tion von Streifenmustern, über deren
Auswertung die Oberflächenbeschaf-
fenheit quantitativ bestimmt wird. 
Die neue Methode ergänzt die FRT
Geräteserie in idealer Weise.

Infos unter Streifenlicht@frt-gmbh.com

Die rasante Entwicklung nahm ihren 
Fortgang. Es folgte die Gründung der 
FRT Suisse AG. 

Mittlerweile besteht ein internationales
Vertriebsnetz mit Partnern in den 
wichtigsten Handelsländern in Europa 
und Asien: China, Korea, Taiwan und
Malaysia. Eine Ausweitung auf andere
Märkte wird zügig vorangetrieben.

Aus den weltweiten Kontakten ergeben
sich natürlich auch neue Impulse für
Produktentwicklungen und Dienstleist-
ungen. Wir werden Sie auf dem
Laufenden halten, damit Sie die Ersten
sind, die davon profitieren.

Was im August 1995 in Bergisch

Gladbach mit einem kleinen Dienst-

leistungsunternehmen für die Unter-

suchung von Oberflächen begann, hat

sich in nur wenigen Jahren zu einem

weltweit tätigen Gerätehersteller ent-

wickelt.

Schon ein Jahr nach der Gründung
kamen die Bereiche Messgerätebau
und Produktionskontrolle hinzu. Der
Innovationsdrang der FRT fand Aner-
kennung und wurde noch in demselben
Jahr mit dem Förderpreis für innovative
Unternehmensgründung gekürt.

1997 begibt sich die FRT auf internatio-
nales Parkett und nimmt die Zusam-
menarbeit mit Vertriebspartnern in den
USA und Japan auf. Ein Jahr später wird
die FRT of America, LLC, gegründet. 

FRT – das Maß für Präzision
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